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Micro-Channel Plate (MCP)は荷電粒子，短波長の光子，高速中性粒子等を検出する電子増倍素子

である．位置検出・画像読出しや高速検出が可能であるという特徴を有するため，基礎研究から

産業まで非常に広い分野で使われている．MCP では粒子がチャンネル内に入射しないと検出され

ないので，検出効率の上限は開口率(OAR)によって制限される．市販されている一般的な MCP の

開口率は 50-60%(浜松ホトニクス社製)である．このことは同時計測実験で顕著に影響し，例えば

三重コインシデンスの場合で検出効率は 15%程度に低下する．我々は開口率を上げれば検出効率

を増加させる事が出来ると考え，入射部にテーパー加工を施して実効的に 90%まで開口率を上げ

た T-MCP[1]の製作に取り組み，その検出効率の測定を行った． 

一段目に T-MCP，二段目に通常の MCP を用いたアセンブリの絶対感度を測定し，一，二段目

ともに通常型を用いたアセンブリの検出効率と比較した．パルスカウントモードでは MCP 出力の

飽和上限が 105-6 cps（～10 fA）であるが，この場合，入射電流を精度良く測定する事は困難であ

る．そこで，ファラデーカップ底面のスリッ

トによりイオン電流の一部切り出して MCP

に入射し，ファラデーカップで計測されたイ

オン電流と，MCP で計測されたカウント数

の比から MCP の検出効率を求めた． 

図は電子衝撃型イオン源で生成された

Xeq+および Neq+イオン(q=1-3)の検出効率を

入射エネルギーの関数で表している．T-MCP

の検出効率は，測定したエネルギー領域では

通常の MCP の検出効率を上回っている．入

射エネルギーが高い領域での検出効率は実

効的な開口率(90%)に迫り，イオン検出にお

いてテーパー加工が有効であることが確かめ

られた． [1]. S. Matoba et al., Jpn. J. Appl. 
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